Co¢reepcku kBasuTeT U TecTupame (3+2) 6 ECTS

KBaymrer: o00e30enyBame Ha KBamMTeT W Bepudukanuja. [lorpedba om pas3Boj Ha
KyJATypa 3a KBaJUTETOT. M30erHyBame Ha IPEIIKA U IPYrd MPOOJIeMU CO KBAIUTETOT.
[IpoBepkn u mpernean. TexHWKM 3a TecTHpame, BalHIanuja ¥ Bepudukamuja.
['apanuyja 3a mpouec HacmpeMa rapaHuuja 3a npousBoj. CraHaapau 3a KBaJMUTET.
Amnanmza Ha poOJIeMHu U U3BeIITan 3a npodsieMu. CTaTUCTUYKHU MPUCTAIl KOH KOHTPOJIA
Ha KBaJIUTET.

JlebuHUIMU U MEPKH 332 HaJISKHOCT U JOBEPIUBOCT. Haae)KHOCT M MOJENUpame Ha
pacnonoxuBocT. JleTeknuja Ha rpemka 1 KOJOBH 3a KOpeKlrja Ha rpemka. J(u3ajH Ha
JIOBEpJIMB crcTeM: TpaH3MEeHTH HACTIPOTH NIEPMAHEHTHH IPEIIKK BO XapBepot. M3Bopu
Ha rpemku Bo codrBepor, TexHHkH 3a TonepaHIMja Ha rpemika, J(oBepiIuBOCT Kaj
VLSI ypenure, cucremMuTe 3a BO3AYIIHAa KOHTPOJA, TEJIEKOMYHUKAI[MOHUTE CUCTEMHU,
aIUTMKAlMUTE 32 WHAYCTPUCKA KOHTposa. JlOBepiMBU CHUCTEMH 3a IPOIECHUpamke Ha
tpancakiuu. CoQTBepcku mpucTand W coTBEepcKa J0BepiauBOCcT. Mojenn 3a
copTBepcka HameXHOCT. Meroau 3a coTBepcka OBEpIMBOCT. J(OBEpIMBOCT Kaj
OIICPATHBHUTEC CUCTEMH M TOJATOYHUTE CTPYKTypu. JloBepiuBocT kaj 0a3u Ha
NOAATOLHU U TUCTpuOynpanu cucteMu. Jln3ajH Ha TecToBU. MeToau 3a reHepupame Ha
tectoBu. Automatic Test Pattern Generation (ATPG). TecToBu Ha CHCTEMCKO HHUBO U
nujaraos3a. Tectupame Ha codrBep. Tect cnenmduranuu. TecTupame Ha LpPHA KyTH]a.
Tectupamwe Ha Oena kyruja. Ciyuajum  TectoBu. [lokpuBame Ha TECTOBHTE.
OnpxyBame. AHanu3a Ha PH3MLM W H3JI0XKYBamkba Ha OIACHOCTH, CTPAaTeTHH 3a
HaMaJlyBame Ha PU3UKOT. HEMHUHOBHOCT Ha OJp)KyBame Ha oapeacHu cuctemu. [llemu
Ha OJHECYBal€ BO OJHOC Ha OJIPJKYBAaETO — XapiaBep, cOPTBEp, KOMYHHUKAIIHU.
[Ipupona Ha oOnp)KyBameTO: OTCTpaHyBame Ha JaedeKkT, Hagorpanda, 1momodpyBame.
MeHaMeHT Ha KOH(QUrypalujaTa M KOHTpPOJa Ha Bep3WjaTa BO WH)KEHEPCKHUTE
cucremu. llogmpmka Ha amatku. ['pameme excmepTh3a HeEj3MHA IOJOIHENKHA
peymnoTpebda, mpodiemu, 6araHCu, MOXKHOCTH.
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